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１．概要（Summary ）： 

分光学的に未開拓のテラヘルツ（THz）領域の電磁

波を用いて物質の電子、分子状態を明らかにし、この

電磁場を用いた状態制御を目指す. 

本研究課題ではより高感度な検出や制御を行うた

めに基板上に金属パターンを作製し、その特性を評価

した. 

２．実験（Experimental）： 

 LiNbO3薄膜結晶の上に厚さ 100μm の金のフラク

タルアンテナパターンをマスクレス露光装置と真空

蒸着装置（京都大学 ナノテクノロジプラットフォー

ム）を用いて作製した．このフラクタルアンテナに高

強度 THz パルス光（最大電場強度 ~400kV/cm）を

照射し、アンテナ上に生じるTHz電場の空間分布を、

リアルタイム THz 顕微鏡を用いて測定し、電場増強

の周波数依存性を評価した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

   実験結果からフラクタルの階層によって電場増強

がみられる周波数、空間分布が異なることがわかった。

例えば、アンテナ間のギャップが１μｍのサンプルで

は、周波数 0.1 THz における電場増強は 900 倍以上

もあり、高い周波数でも 10 倍程度の電場増強がみら

れた．FDTD シミュレーションでも同様の強度分布を

示しており、周波

数が高くなるに

つれて電場増強

される領域が空

間的に分布して

いく様子が再現

出来た．（Fig. 2） 

実験結果とシミ

ュレーション結

果との違いは、デ

バイスの作製誤

差、照射 THz 波のビーム形状等によるものを思われる． 

４．その他・特記事項（Others）： 

本研究は JST 産学共創基礎基盤研究プログラム

「テラヘルツ波新時代を切り拓く革新的基盤技術の

創出」、及び CREST「先端光源を駆使した光科学・

光技術の融合展開」の支援を受けて行った. 
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Fig. 1 Fractal Antenna Sample. 

(a) Microscopic image, (b) Device structure. 

 

Fig.2 Experimental results  

and FDTD simulation. 


